TESTES EM CAMPO -~ 1830 plus

I- Descricao dos Testes e Operagio.

i Ds testes de campo do I830 estfo incluidos na BIOS do produto e
~podem ser chamados teclando-se Alt~T ao se ligar o equipamento.

Feito isto surgird a mensagem:

DIGITE A SENHA PARA FABRICA OU EST PARA CﬁMPD‘
CuIDapor 1t
DIGITADA A SENHA 085 DAD0S DO WINCHESTER PODERAD SKER DESTRUILDOS
Teclando-se ESC, nAo ha possibilidade de se destruir 08 dados ar-—

mazenados no winchester do usudrio.
0 téenico deve estar consciente de que uma vez teclada a senha de

Lo fabricagan o teste de wichester acarretard na destruigao dos dados ne~

le contidos e portanto deve ser utilizada com extremo cuidado. A senha

e TFPC.

: Teclando-se ESC ou a senha de fabricaclo, serad mostrado no video
o menu inicial dos testes:

TESTES DE FABRICAZ/CAMPO -~ Vi.0 PO —~ XX/YY

A. Contiguragio

3. Bip e Chaveamento de clock

0. Memdria Dindamica

D. Floppy *%% DESTROL CONTEUDO %%
T o Winch o owxx DESTROL CONTEUDD®* %
F. Video

G. Serial

H. Paralela (Terminagio ou Controlador de Burn-—in)
I. Reldgio

J. Paralela via Terminagio

K. Fxecuta Teste Complementar

.. Todos

Mo Burn-—in

Fsec  para @ncerrar
"Escolha:

; Nas paginas seguintes vamos descrever o Funcionamento & as neces-
sidades de cada um dos testes listados acima.
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Teste A. Configuragio:

Vai mostrar por alguns segundos a configuracio do equipamento ag-
sim como numero de interfaces seriais, paralelas, ndmero de drives de
5 i/4, presenca de winchester, & guantidade de memdria

Teste B. Teste Sonoro:

Soa o beep, chaveia o clock & soa novamente o beep possibilitando
pela diferenga de frequéncia a constatagiio da mudanga do clock .

Teste C. Memdr ias

Escreve & 18 na mendria, se encontrar algum erro, para indicando
o enderego & o padrio que retornou errado.

Teste D.. Floppy:

Veritica quantidade de drives instalados e se ha drive de 1.2M,

U reseta o sistema de disguetes, exscuta 3 seeks, le o setor de  boot,

eacreve © le no disco inteiro. 0 TESTE DESTROI 08 DADOS DO DISQUETE,
portanto deve ser utilizado um disco formatado & com sistema como rasg-
cunho.

Teste . Winchester:

Este teste verifica o funcionamento da placa de controle & do
drive propriamente dito. 0% testes realizados HA0

TESTE DE ECC (ERROR CORRECTION CODED controlador=a
ESCRITA (na wltima trilhal Cambhos
LEITURA (na dltima trilha) ambos
COMPARA BYTES ESCRITOS E LIDOS ambos
ESCRITA COM ECC ambos
RESET controladora
LETITURA (aqui verifica se ECC Ffuncionou) controladora
SEEK ‘ drive
RST CNT controladora
DIAG UNT ‘ controladora
DRV READY ambos
RECALLTBRATE drrive
ESCREVENDD (por todo o disco) drive
LENDO E COMPARANDD (o gue foi escrito) cdirive
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Teaste F. Video/FGA:

Mostra varias telas araficas em 320X200 & 640X350 nos modos CGA e
EGA, testa a memdria de video € a paginagido.

Teste G. Serial:

Veritfica o numern de seriais instaladas testando-as en seguida,

para tanto necessita de terminagoes de teste nos conectorss de RSLID.
As mensagens de erro posiveis neste teste sio:

MAD EXTSTE INTERFACE SERIAL

ERRO NA INICIALIZACAOD

DETECTOU BREAK

ERRO DE FORMATO

ERRO DE PARIDAEDE

CARACTER SOBREPOSTO

ERRO NA TRANSMISSHA0

ERA0 Na RECEPCAOQ

TRANSMITIDD DIFERENTE DO RECEBIDO

Teste M. Paralela (Terminagio ou Controlador de Burn—in)

Via terminagiao quando rodando com corujinha ou via contirolador de
burn—in (usado em Ffabrica ouw laboratadrind.

Teste . Reldgio:

Reseta o relogio de tempo real, escreve & le nos registradores,
verifica se os contadores estio incrementando, inicia o relogio no dia
01/02 as Zero horas. A% NENSAgEns de erro possiveis Hao:

ERRO DE RESET DO RELOGIO DE TEMPO REAL
ERRO DE MEMORIA DO RELOGIO DE TEMPO REAL
ERRO NO CONTADOR DO RELOGILO DE TEMPO REAL

Teste. J. Paralela via Terminagio:

4

Teste da interface paralela unicamente via terminagdo.
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o
Teste K. Executa Teste Complementar:
Esta opgio possibilita a utilizagio de programas extras desenvol-
vidos para testar aplicaches expecifticas nho previstas no programa de

testes  em BIOS, ou programas complementares com maior poder de diag-
nost ico.

Teste L. Todos:
ecuta sequencialmente todos os programas descoritos acima (sxee-

E;
to o Teste Complementar).

Teste M. Jurn-—in:

Exegcuta ciclicamente todos os testes acima (sxceto o Teste Com-
plementar). No  teste de reldgio nio reinicia o reldgio, mantendo @
contagem iniciada nas opgoes "1 o LY.

IT - Observagoes & Complementos

. Qualaquer teste que de te um 8rro, ENCErFAara a SXECUA0 & SOarFA
0 bip até que alguma tecls seja pressionada ol esgobe-se O tempo
de delay.

5 Em caso de erro de processamento, serda mostrada uma das mensas
G .
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SHES CAK0S comnunicar ao projetista da Jig o numero do erro para
que se possa estudar uma solugio para o problama. .

Divisan de Microcomputadores
Engenharia de Produato
Plinio J. P. Fava



